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Figure 16: Tableau des niveaux de réferences donnés
par I'ICNIRP pour le public

Ces differentes études vont être complétées par des
mesures de champ électrique, effectuées également en
champ proche et cela pour un ensemble plus large
d'échantillons afin de préciser la nature exacte des
émissions radioélecfriques accompagnant I'utilisation
normale de ces lampes [6].

Des éfudes seront également .êfre menées sur les
émissions de champ électromagnétique apparaissant
lors de l'amorçage de la décharge électrique dans le
tube. En effet, ce phénomène coffespond à un régime
transitoire de faible durée mais qui met en jeu des
tensions significativement plus élevées €t, par
conséquent, des champs plus intenses avec des
harmoniques de plus hautes fréquences.

Pour être exhaustif, il faudrait également mesurer
l'émission électrorhagnétique des lampes ayant subi
des cycles de vieillissement afin de mettre en évidence
les variations imputables aux dérives des composants
électroniques [8].

Nos mesures et le protocole de mesure que nous avons
proposé dans cet article poulra aider les fabricants de
lampes fluocompactes à metfre au point des systèmes
de ballast électronique moins émissifs [5] I7l.
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